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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 17B: Appareillage a basse

tension, du comité d’études 17 de la CEl: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote
178(BGC)167 17B(BC)a+
178(BC)202 178(BC)210
17B(BC)203 17B(BC)215

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donfent toute
vote ayant abouti a I'approbation de cet amendement.

Une ligne verticale dans la marge indique les texte tige

d’avril 1990.

Sommaire

Page 4

Ajouter: Annexe F: Prescri
électronique.

Page 6

Prétace

Page 8

1.1 Domaine d’application

nformation

sur le

da>de juin 1989 et

ires pour les disjoncteurs a profection

1976)

Dans le sixiéme alinéa, remplacer «sont & I'étude (voir aussi la Publication 755 de la

CEl)» par «tont 'objet de I'Annexe Bx.

Ajouter un nouvel alinéa entre le sixiéme et le septiéme alinéas:

Les prescriptions supplémentaires pour les disjoncteurs a protection électronique font

t'objet de I'Annexe F.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 17B: Low-voltage switchgear and
controigear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the foliowing documents:

DIS Report on voting
17B(CO)197 17B(CO)211
17B(C0)202 178(C0O)210
178(C0)203 178(C0O)2156

Full information on the voting for the approval of this amendmeg
eport on voting indicated in the above table.

The texts of the corrigenda of June 1989 and April 1990 aréi a\venrtical line in

the margin.

Contents
Page 5

Add: Appendix F: Additiq

protection.

nsert the fo ¢ the first and the second paragraphs:

Page 7

Preface

57-1 (1973) including Supplements A (1976) and B (1979) and
Amendment

Page-9

i | Scone

g g

In the 6th paragraph replace "under consideration (see also Publication 755)" by “are
contained in Appendix B".

Add a new paragraph between 6th and 7th paragraphs:

- The additional requirement for circuit breakers with electronic overcurrent protection are
contained in Appendix F.
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Page 20
4.3.5.1  Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit (/__)
Au troisiéme alinéa, supprimer le texte suivant:

. . . en admettant que le courant de court-circuit en régime établi est constant

Page 22

4.3.5.2.2 Pouvoir assigné de coupure de service en court-cir

Ajouter le texte suivant & la fin du 1% alinéa: Il peut égalg \s'exprimer en % de /

(Ex: I, =25% I,,).

Pége 34

5.2 Marquage ~ Alinéa a)

Le symbole de I'aptitude a eprésenté comme suit:

Page 48

8.3.2.1 Prescriptions générales

Introduire un nouvel alinéa aprés le quatriéme alinéa.

Sauf prescription contraire, les déclencheurs de court-circuit doivent étre réglés au

maximum (temps et courant) pour tous les essais.

Page 62

Remplacer le tableau X existant par le nouveau tableau X suivant:
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Page 21
4.3.5.1 Rated short-circuit making capacity (/)
In the third paragraph, delete the words:

... on the assumption that the steady-state short-circuit is constant

Page 23

4.3.5.2.2 Rated service short-circuit breaking capacity (Ics)

Add the following text at the end of the 1st paragraph: It may alternati
a%ofl, (eg.l,,=25%1,).

Page 35
5.9 Marking - Paragraph a)

The symbol for suitability for isolation she

Page 49

Table Vill, Numbe o

Adf "xxx" after curreéntin

Adp to the noté

Page 59

8.3.2.1 -<General requirements

Insert-thefollewing-after-thefourth-paragraph-

Unless otherwise stated, short-circuit releases shall be set at maximum (time and current)
for all tests.

Page 63

Replace the existing table X by the following new table X:
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Tableau X - Nombre d’échantillons pour les essais

Nombre de Bornes
U, marqués repérées | Nombre |Echan.] Courant Courant | Véritica-
Séquence assignés alimentation/ {d'échan-] tition assigné Tension d'essai tion de
d'essai charge tiltons Ne I d'essai I'échaui- | Notes
1 | 2 [Pws| oui |Non Min. | Max. Corr | Max.| ™™
| XXX X X 1 1 X U, max. Voir 8.3.3
i X X 2 1 X U, X X
2 % t; X% (2)
& X X 1 X U, X X
3 2 X Uﬁ\ X (2)
Combinée 3 AU, X X (3)
X X X X /léﬁx ks X X
3 2 X u.\@\eon \/ X )
3 X u,\ax. >( X (4)
X [ x |[x 1 [ IR N\Ymax. sorr x | [x
21X (\ 0}, max, com X @
4 / 3 A X\ U, intermédiaire| X X ()
N\ \y X\ U, max. X X “4)
n X X ¢ 1 A x u, X ,
2 U, X (2)
X X 1 X U, X
(S 2 x u, X @
/\ (r\ N % X U,
X 3\\\/ 1 X U, max. corr X
o \/ 3 2 X U, max. corr X 73]
3 X U, max. X 4)
X X 1 X U, max. corr X
\ 2 X U, max. corr X )
_ 4 3 X | U, intermédiaire] X (6)
N 4 X U, max. X (4)
\kg \ Comme pour la séquence d’essais Il (5)
\\\/ X X 1] X X 1 X U, max. X (7)
2 2 | x U, max. X @
Péle individuel . .
(annexe C) Comme pour la séquence d'essais lil
Mul = plusieurs Corr = correspondant

(1)
(@)
(3)
(4)
(%)

(6)
(7)

Max. signifie le maximum de /_ pour une taille donnée. Min. signifie le minimum de / pour une taille donnée;
dans le cas de déclencheurs de surcharge réglables, cela signifie le réglage correspondant & / minimal.

Cet échantillon est omis dans le cas d'un disjoncteur ayant un seul courant assigné non réglable pour une
taille donnée et dans le cas d'un disjoncteur équipé seulement d'un déclencheur shunt (c’est-a-dire sans
déclencheur de surintensité intégré).

Connexions inversées.

Connexions inverses, si les bornes ne sont pas repérées.

Concerne les disjoncteurs de catégorie B et également les disjoncteurs de catégorie A lorsqu'ils sont
couverts par la note 3 du tableau IV.

Suivant accord a conclure entre le laboratoire d'essais et le constructeur.

Si les bornes ne sont pas repérées un échantillon doit étre essayé avec les connexions inversées.
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Table X — Number of samples for test

Number of Terminals | Nymber Current Test Tempera-
Test mark.ed U, Tr\arked of Sa;;ple setting Test current ture rise
ratings linefload  lgampies : L (1) verifica- | Notes
sequence n voltage A
Mul | Yes |No Min. |Max. Corr] Max.| o
| X1 X X X 1 1 X U, max. See 8.3.3 X
T X 2 1 X U, X X
2 X U, X (2)
& X 1 X v, X X
3 [ 2 |x U, x| ([ (2)
Corfibined 3 X U, DAY N (3)
X X X 1 X U, max. corr (\\X\
3 2 | x U, max. cop X 2)
3 X U, max X X “)
} XPN] N
x | x | x 1 X | ymaccompANEX [ x
2 | X U, maxgomaf |\ X @
4 3 X (] u,ntprmediate | %] X )
N A 1@
in X 2 |\1 X NASE:
2\ A X @
X (1 ¥> U, X
ZaN 2 [\X u, X @
3,
N | g\ xﬁ/ U, X @)
X XN \ \‘ X U, max. corr X
C \i \f U, max. corr X 2)
AN R @ X U, max. X (@)
\)\\\/ 1 X U, max. corr X
2 X U, max, corr X 2
< \ >4 3 X | U, intermediate| X ©)
4 X U, max. X (4)
-]
\Y \ \/ As for test sequence il )
v \ \/? X \ ; - X Z, max. X %)
/, max. X (2)
Individual pole
(appandix C) As for test sequence Ii}
Mul=multiple—————————————Gerr—=—corresponding

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7

Max. means the maximum / of a given frame size. Min. means the minimum / of a given frame size; in the
case of adjustable overload releases, it means the minimum setting of the minimum /.

This sample is omitted in the case of a circuit-breaker having a single non-adjustable current rating for a
given frame size and in the case of a circuit-breaker provided only with a shunt release (i.e. without an
integral over-current release).

Connections reversed.
Connections reversed, if terminals unmarked.
Applies to category B circuit-breakers and also to category A circuit-breakers where covered by Note 3 of

table 1V.

To be agreed between test station and manufacturer.
If terminals unmarked an additional sample shall be tested with the connections reversed.
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Page 72
8.3.2.3 Interprétation des résultats d'essais

Ajouter apres le texte:

NOTE - Les fissures fines sont la conséquence de pression élevée de gaz ou de contraintes thermiques
dues aux arcs lors de linterruption de courants de défaut élevés et sont de nature superficielle. En
conséquence, elles ne se propagent pas dans toute I'épaisseur de ['enveloppe moulée du dispositif.

Page 76

8.3.3 Séquence d’essais I: Caractéristiques générales de fonction

Ajouter aprés le tableau:

Un seul échantillon doit étre essayé; le réglage des doit étre selon

le tableau X.

Page 78

rifié en
tes les

alimentant deux péles /en série

ples ay 2
>. nt<dernier et le dernier alinéa:

déclencheurs de court-circuit doit étre vérifié sur

glai égal & deux fois le retard déclaré par le constructeur dans le cas

8-8.3.4 de

la premiére partie. Cette prescription ne s'applique pas aux vérifications de tenue
diélectrique effectuées au cours des séquences d'essais.
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Page 73
8.3.2.3 Evaluation of test results

After the present text, add:

NOTE - Hairline cracks are a consequence of high gas pressure or thermal stresses due to arcing when
interrupting very high fault currents and are of a superficial nature. Consequently, they do not develop
through the entire thickness of the moulded case of the device.

Papge 77

8.3.3 Test sequence |: General performance characteristics
After the table, add:

One sample shall be tested; the setting of adjustable releases, she
tahle X.

Papge 79

8.3.3.1.2 Opening under short-circuit co

a) Replace the penultimate paragraph by:

The operation of multipole short-circuit releases(s verified by loading two poles

short-circuit release.
b) Between the penulti

In addition, the epera
individually, at @ :
value they shall operate;

- within 0,2

Page 83

8.3.3.2 Test of dielectric properties

Retolace the text of the last paragraph by the following:

Circuit-breakers suitable for isolation shall be tested according to 8.3.3.4 of part 1. This
requirement does not apply to the verification of dielectric withstand made during test
-sequences.
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Page 84

8.3.3.2.3 Valeur de la tension d’essai

A la derniére ligne du premier alinéa, lire 0,2 A au lieu de 0,5 A.
Page 86

Tableau XIl - Tension d’essai diélectrique en fonction de la tension assignée d'isolement

Dans la colonne 1 remplacer «660» par «690».

Page 88

8.3.3.3.3 Aptitude au fonctionnement en service sans ¢

Remplacer le texte du 2 alinéa par le texte suivant

principal du digjoncteur.
eurs a minimum ?} tension

g bre total
turesdéclenchement, c'est-a-dire avec

de\manoeuvres doit 8tre faite au début et l'autre &

8.3.4.3 ~ Vérification de I'échauffement

Ajouter a la fin un nouvel alinéa.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette vérification lorsque, pour une taille donnée, I'essai
de 8.3.4.1 a été effectué sur un disjoncteur avec /| minimal ou au réglage minimal du
déclencheur de surcharge. :

8.3.5 Séquence d’'essai lll: Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit

Avant la phrase présentant le tableau de la page 96 ajouter le texte suivant:
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Page 85

8.3.3.2.3 Value of the test voltage

In the last line of the first paragraph, read: 0,2 A instead of 0,5 A.

Page 87

Taple X!l - Dielectric test voltage corresponding to the rated insulation voltage

In polumn 1 replace "660" by "690".
Pape 89
8.3.3.3.3 Operational performance capability without current

Réplace the text of the 2nd paragraph by the following:

Th

tyge of release, 10 % of the total numbe

wi
the

In
the

Pa

the tripping mechanism energized 2
main contacts.

pach case, half of the rele
other half at the end

he 95

.4.3 _Verification of temperature-rise

the_.end, add the paragraph:

This verification need not be made where, for a given frame size, the test of 8.3.4.1 has
been made on a circuit-breaker of minimum /_ or at the minimum overload release setting.

8.3.5 Test sequence lll: Rated ultimate short-circuit breaking capacity

Be

fore the sentence introducing the table on page 97, add:
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Lorsque Ics = Icu, cette séquence n'a pas besoin d'étre faite, et dans

vérifications suivantes doivent étre faites en plus dans la séquence d’essais il

-~ vérification de 8.3.5.1 au début de la séquence d'essais
- vérification de 8.3.5.4 a la fin de la séquence d’essais.

Page 106

© CEI:1993

ce cas les

8-3-8—Séquence-d-essais-combinée
3- is-combinée

Remplacer le texte de Ia 1ére ligne par le texte suivant:

A la discrétion du constructeur ou en accord avec celui-ci
s’appliquer aux disjoncteurs de catégorie d’emploi B.

8.3.8.3 Essai du pouvoir assigné de coupure de s

Page 108

8.3.8.5 Vérification de I'¢

pble individuellement selon 8.3.5.1, sauf que le courant d'essai doit étre égal
valeur de leur courant de réglage.

Le temps de fonctionnement ne doit pas dépasser la valeur maximale déc

péle seul.

quence d’essais peut

imale de

ﬁ, 'essai
imal du

r chaque
a 2,5 fois la

large par ie

ence pour un
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Where I, = [, this test sequence need not be made, in which case the following
verifications shail be additionally made in test sequence I

- the verification of 8.3.5.1, at the beginning of the test sequence
- the verification of 8.3.5.4, at the end of the test sequence.

Page 107

8.3.8 Combined test sequence

Replace the text of the 1st line by the following:

At|the discretion of, or in agreement with the manufacturer, this tes
applied to circuit-breakers of utilization category B.

8.3.8.3 Test of rated service short-circuit breaking capacity
Réplace the text of the 2nd sentence of the 1st paragrap

ThE circuit-breaker shall remain closed for the s
avai

ilable time setting of the short-time delz
Page 109
8.3.8.5 Verification of tempe

Atlthe end of this subclause

This verification n .
be

pn made on a circyi

ot a given frame size, the test of 8.3.8.3 has
I, or at the minimum overload release setting.

8.3.8.6 Verification
After the prese

Thereatter the.\operation of the overload releases shall be verified on each pole
individually-in accordance with 8.3.5.1, except that the test current shall be 2,5 times the
value of their current setting.

The operating time shall not exceed the maximum value stated by the manufacturer for

twice the value of the current setting, at the reference temperature, on a pole singly.
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Page 130
Ajouter, apres I'annexe E, le texte de la nouvelle annexe F:

ANNEXE F
(normative)

PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES DISJONCTEURS
A PROTECTIONELECTRONIQUE

F.1 Domaine d’application

Cette annexe s’'applique aux disjoncteurs dont la protection _contrexles ‘surintengités est
assurée par des moyens électroniques, cette protestion ¢ i ororée fans le

les cgnditions

Les essais vérifient dans

les performances

bnctions

nnexe.

niques

Les prescriptions i peuvent
perturber les &

it systémati-

b) Concernant l'immunité aux creux et interruptions de courant, les essais sont
effectués selon F.4.2.

F.2.1.2 Essais dimmunité concernant les transitoires conduits et Ies perturbations a
haute fréquence

Les essais sont effectués selon F.5.

F.2.1.3 Essais d’'immunité concernant les perturbations électrostatiques

Les essais sont effectués selon F.6.
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Page 131

Add, after appendix E, the text of the new appendix F:

F.1
This
me

aux

The

conditions stated in this appendix.

Sp

thege electronic means do not impair the

dev

[}]

to this standard, if releya

APPENDIX F
(normative)

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR CIRCUIT-BREAKERS WITH

ELECTRONIC OVERCURRENT PROTECTION

Scope
appendix applies to circuit-breakers providing overcurrent proté
ns, incorporated in the circuit-breaker and independent of the
liary supply.

tests verify the performance of the circuit-breake

ce.

List of tests Q
OTE - Where a standa

1 Disturbance~

) Regarding immuoify from non-sinusoidal currents resulting from harmonics, tests

re performed in accordance with F.4.1.

) Regarding immunity from current dips and interruptions, tests are performed in
cordance with F.4.2.

F.2.

1.2 Immunity tests regarding conducted transients and high-frequency disturbances

Tests are performed in accordance with F.5.

F.2.

1.3 Immunity tests regarding electrostatic disturbances

Tests are performed in accordance with F.6.
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F.2.1.4 Essais d'immunité concernant les perturbations des champs électromagnétiques

a) Lorsque celles-ci sont générées par des émissions de radiofréquences, les essais
sont réalisés selon F.7.

b) Lorsque celles-ci sont générées par des courants a fréquence industrielle dans les
conducteurs proches, la vérification de I'immunité au déclenchement intempestif et & ia
détérioration est considérée comme couverte par les séquences d’essais.

L’essai est réalisé selon F.8.

F.2.3 Essai de chaleur humide

L'essai est réalisé selon le paragraphe B.8.11 de 1’3 pffets des

conditions d’environnement), le nombre de cycles €
F.2.4 Essaide choc thermique

L'essai est réalisé selon F.9.

F.3 Conditions générajes d’es

Les essais de cette annexe peuwve
chapitre 8.

e_faits en dehors des séquences d'gssais du

2.1.4) un

taille, un
u nombre

peut étre

aque essai ou série d'essais réalisés sur le méme disjoncteur, la confqrmité aux
ences de 7.2.1.2.4 doit étre vérifiée. Cette vérification n'est pas nécessgire si les
essais sont réalisés sur le méme disjoncteur, avant la séquence d'essais |.

Pendant les essais selon F.2.1 tous les réglages de déclencheurs doivent étr¢ mis a la
valeur mmmMm&bL&rﬂMaMmMoﬁﬁm&.ﬂé faits a la

valeur minimale, mais peuvent aussi étre faits 4 toute autre valeur convenable.

En ce qui concerne les disjoncteurs a protection électronique, il est admis que les
caractéristiques de déclenchement sont les mémes que les essais soient réalisés:

- sur chaque péle de disjoncteurs multipolaires;

— sur deux ou trois pbles en série;

- en raccordement triphasé.
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F.2.1.4 Immunity tests regarding electromagnetic field disturbances

a) When generated by radio-frequency emissions, tests are performed in accordance
with F.7.

b) When generated by power frequency currents in nearby conductors, verification of
immunity to spurious tripping and damage is considered as covered by the test
sequences.

F.2|2 Dry heat test

A tgst is performed in accordance with F.8.

F.2[3 Damp heat test

A test is performed in accordance with B.8.11 of Appendix B (Veri
enviironmental conditions), the number of cycles to be applied being

F.2|4 Thermal shock test
A test is performed in accordance with F.9.

F.3| General test conditions

Teils according to this appendix may
clagse 8.

For| electromagnetic tests
each frame size.

low-frequency tes{s

sed for each test or one circuit-breaker may be used for
rer's discretion.

TTrwhi ou
alternatively may be made at any other convenient value.

For circuit-breakers having electronic overcurrent protection, it is accepted that the
tripping characteristics are the same whether tests are made: ’

-~ on individual poles of multipole circuit-breakers;

— on two or three poles in series;

- by three-phase connection.
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Ceci permet de faire des comparaisons entre les résultats d'essais obtenus sur des
combinaisons de pbles différentes, comme exigé par les séquences d’essais.

Pour les DPR (voir annexe B):

- en ce qui concerne F.2.1.2, F.2.1.3 et F.2.1.4, les essais sont effectués sur deux
p6les dans le cas de disjoncteurs multipolaires afin d'éviter des déclenchements non
intentionnels provoqués par un courant résiduel;

- en ce qui concerne F.2.1.1, les essais peuvent étre faits sur n'importe quelle
nhi H - Me ndition ‘4R ‘:““:“‘ QUépaf

un courant résiduel soit évité.

F.4 Essai d'immunité concernant les perturbations a basse
les réseaux d’alimentation

L'objet de ces essais est de vérifier I'immunité des
présence d’harmoniques, de creux et d'interruptions de

ploi de
S.

Les @?
thyristoss,

yantes:

orrie d'onde composite consistant en une composante fondamentale ef en des
antes harmoniques de rangs 3, 5 et 7.

Les courants d'essais sont donnés en F.4.1.1.1 et F.4.1.1.2 pour I'option a) et en £.4.1.1.3
pour l'option b).

Le courant d'essai doit étre défini comme suit:

- 72 % de la fondamentale < harmonique 3 < 88 % de la fondamentale
- facteur de créte: 2,0 £ 0,2.

NOTE - Le facteur de créte est la valeur de créte du courant divisée par sa valeur efficace.
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This enables comparisons to be made between test results obtained on different pole
combinations as required by different test sequences.

For CBR's (see appendix B):

- in the case of F.2.1.2, F.2.1.3 and F.2.1.4, tests are made on pairs of poles for
multipole circuit-breakers, to avoid unintentional tripping by residual current;

- J o v -

inintentional tripping due to residual current is avoided.

F.4| Immunity tests regarding low-frequency disturbances in power
supply networks

The object of these tests is to verity the immunity of the overcurre
of harmonics, current dips and current interruptions.

F.4|1 Tests regarding non-sinusoidal currents resulting frerm

Thgse tests shall apply to circuit-breakers the ¢
serlsitive to the r.m.s. value of the curren

This information shall be either marked "rin i nity‘of the overload current
setling means of the circuit-breaker or givé oturer's literature.

F.4|1.1 Test conditions

Where applicable, the te

Thg test currents a@ ated by

harmonic compone

Tesgts currents are given in F.4.1.1.1 and F.4.1.1.2 for option a) and in F.4.1.1.3 for option b).

F.4.1.1.1 Test of third harmonic and peak factor

The test current shall be defined as follows:

- 72 % of tundamental component < harmonic 3 < 88 % of fundamental component
- peakfactor: 2,0 £ 0,2.

NOTE - The peak factor is the peak value of the current divided by the r.m.s. vaiue of the current wave.
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F.4.1.1.2 Essai de I'harmonique de rang 5 et du facteur de créte

Le courant d'essai doit étre défini comme suit:

- 45 % de la fondamentale < harmonique 5§ < 55 % de la fondamentale
- facteur de créte: 1,9 £ 0,2.

F.4.1.1.3 Essai des harmoniques composées et du facteur de créte

e courant d'essal doitétredétincomme suitt

- facteur de créte 2 2,1.
NOTE - Ce courant d'essai a les taux d’harmoniques suivants:
— harmonique de rang 3: > 60 %

- harmonique de rang 5: > 14 % } de la composa

- harmonique de rang 7: > 7 %.

F.4.1.2 Procédure d’essais

ivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

- durée de passage du courant de chaque demi-période < 42 % de la période¢

graphe b
e quelle

les caractéristigues de

doit pas se produire de déclenchement. La durée de I’

podr un courant égal a 2 fois le courant de réglage, le temps de déclenche)
étre compris entre 1,1 fois le temps maximal et 0,9 fois le temps mi
caractéristiques temps-courant indiquées par le constructeur.

NOTE - Lorsqu'un courant égal & 2 fois le courant de régiage ne peut pas étre atteint avec

ois le temps de déclenchement correspondant a deux fois l¢

chement
ssai doit
courant

ntionnel.

ent doit
imal des

le matériel

d'essai disponible, une valeur plus basse de courant d'essai, qui devrait étre la plus grande po

étre utilisée avec l'accord du constructeur.

F.4.2 Essais concernant les creux et interruptions
F.4.2.1 Conditions d’essais

Le circuit d'essai doit étre réalisé suivant la figure F.1.

Bsible, peut
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F.4.1.1.2 Test of the fifth harmonic and peak factor

The test current shall be defined as follows:

— 45 % of fundamental component < harmonic 5 < 55 % of fundamental component
— peakfactor: 1,9 £ 0,2.

F.4.1.1.3 Test of compound harmonics and peak factor

Thle test current shall be defined as foliows:

- current conduction time during each half cycle < 42 % of the period
— peak factor 2 2,1.

NOTE - This test current has the following harmonic content:

—  harmonic 3: > 60 %
- harmonic5: > 14 % } of fundamental component
~ harmonic 7: > 7 %.

F.4.1.2 Test procedure

requirements of F.4.1.3, carrying the test curre

Tt:{ tests are made on any pair of pole
being according to figure F1.

A

l|auxiliaries shall be disconne

F.4.1.3 Test requiremef

Dufing the applic
shall comply with the

— at a current of 2'times the current setting the tripping time shall be within 1,1 times
the maximum and 0,9 times the minimum values of the manufacturer's published
time-current characteristics.

NOQTE - I|f a current of 2 times current setting cannot be reached with the test equipment available, a lower

value of test current, which should be the largest possible, may be used by agreement with the
manufacturer.

F.4.2 Test regarding dips and interruptions
F.4.2.1 Test conditions

The test circuit shall be in accordance with figure F1.
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F.4.2.2 Procédure d’'essais

Les essais sont réalisés sur une paire de péles, parcourue par les courants d'essai
sinusoidaux, sous toute tension convenable. Le courant doit étre appliqué suivant les
indications de la figure F.2, et du tableau suivant ou T est la période du courant
sinusoidal.

Essai n® l At
1 08T
2 T
3 0 T
4 2
5

éb\

1
5
5
1 TV\
041 2
10
0

~N O

-
IR

N/
La durée de chaque essai/doit étre s petite de ces deux valeurs: trois a quTre fois le
temps de déclenchement\ma
10 minutes.

espondant a deux fois le courant de réglage ou

able aux disjoncteurs déclarés comme non sensibles aux varjations de

Le courant d'essai doit étre sinusoidal et délivré par une source convenable.

La fréquence du courant doit étre régiée par étapes de 1 Hz dans la gamme de

fréquences déclarée par le constructeur.
F.4.3.2 Procédure d’'essais

Les essais sont effectués sur une paire de pdles, parcourue par le courant d'essai a
n'importe quelle tension appropriée, selon la figure F.1.

Tous les auxiliaires doivent étre déconnectés pendant les essais.
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F.4.2.2 Test procedure

The tests are made on any one pair of poles carrying sinusoidal test currents at any con-
venient voltage. The current shall be applied according to figure F2 and to the following
table where T is the period of the sinusoidal current.

Test No. l At

1 05T

2 17T

3 0 5T

4 25T

5 50T

6 107

7 0.4 1, 5T
; o1
9 10
10 0,71,
11 <\ N 50

The duration of each test shall be betwe
corresponding to twice the ¢ nt setti

awes the maximum tripping time
%ute ichever is the lower.

F.423 Test requir:me
The circuit-breaker shiali' ne i f the tests.

F.4.3 Test regarg upply frequency
This test apptlie ’ érs declared as non-sensitive to variations of the supply
freguency

F.4.3.1 Testconditic

The test current shall be sinusoidal and generated by an appropriate source of power.

Th
inside the frequency range declared by the manufacturer.

F.4.3.2 Test procedure

The tests are made on any pair of poles, carrying the test current at any convenient
voitage, according to figure F1.

All auxiliaries shall be disconnected during the tests.


https://iecnorm.com/api/?name=92d8bd72ada5065508098e804b5aa2eb

~-24 - 947-2 amend. 2 © CEI:1993

F.4.3.3 Prescriptions d’essais

Pour chaque fréquence d'essais, les caractéristiques de déclenchement en surcharge
doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

- pour un courant égal a 0,95 fois le courant conventionnel de non déclenchement
(voir tableau VI) il ne doit pas se produire de déclenchement. La durée de I'essai doit
étre égale & 10 fois le temps de déclenchement correspondant a deux fois le courant
de réglage.

—mmmmw ; i ent (voir
tableau VI) le déclenchement doit se produire dans les limites du temps convéntionnel.

~ pour un courant égal a 2 fois le courant de réglage le temps de déclenchgment doit
étre compris entre 1,1 le temps maximal et 0,9 fois_(le temps-minimal selon les
caractéristiques temps-courant indiquées par le constructe

n'est pas

heurs de

ire et de
striels — Quatrieme partie: Prescriptiong relatives
en saives.

ibilité électromagnétique pour les appareils de lnesure et
latives A&

ditions d’essais
aux transitoires électriques rapides en salve (CEl 801-4):
est réalisé au niveau 4 en mode commun,

- Essais d'immunité aux tensions/courants de choc (Projet CEl 801-5):
les essais sont effectués en mode commun et en mode différentiel

au niveau 4 kV/2 kA pour les disjoncteurs avec Uimp <4 kV

au niveau 6 kV/ 3 KA pour les disjoncteurs avec Uimp > 4 kV.

Le circuit d’essai doit étre réalisé conformément aux figures F.3, F.4, F.5 ou F.6 suivant le
cas. .

Le disjoncteur doit étre essayé dans une enveloppe métallique reliée a un plan de terre
sur lequel est monté le générateur de transitoires, conformément a ia figure F.7 (cables de
raccordement non représentés).
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F.4.3.3 Test requirements

For each test frequency, the overload tripping characteristics shall compiy with the
following requirements:

- at a current of 0,95 times the conventional non-tripping current (see table VI) no
tripping shall occur. The duration of the test shall be 10 times the tripping time
corresponding to twice the current setting.

— at a current of 1,05 times the conventional tripping current (see table VI) tripping
shall occur within the conventional time.

- at a current of 2 times the current setting, the tripping time shall bg
of the maximum and 0,9 times of the minimum values of the ma
current characteristics.

2,5 times the current setting. If this setting is not available

T(i-e short-time and instantaneous trip current settings shall eac
all be used.

Fi5 Immunity tests regarding conducted transie
disturbances

TrLe object of these tests is to verify the
the presence of electrical transients.

Fi5.1 Reference standards

- 1EC 801-4: Elect S atit industrial process measurement and
control equipment — t 4 E ent burst requirements

— Draft IEC &Q

smpatibility for industrial process measurement
oltage immunity requirements.

- Fast transie st tests (IEC 801-4):
the testsare made at level 4, common mode.

- Voltage/current surge immunity tests (Draft IEC 801-5):
the'tests are made at common mode and at differential mode

at mmmw kV
at level 6 kV/3 kA for circuit-breakers of Uimp > 4 kV.

The test circuit shall be in accordance with figures F.3, F.4, F.5 or F.6, as applicable.

The circuit-breaker shall be tested in a metallic enclosure connected to a ground plane
supporting the transient generator in accordance with figure F7 (connecting cables not
shown).
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La distance minimale des parties conductrices a I'enveloppe métallique est de 0,1 m.
L'ouverture dans la porte doit permettre I'accés a la manette, & tous les moyens de
réglage et aux voyants, le cas échéant.

F.5.2.2 Procédure d’'essais

F.5.2.2.1 Essais selon CEl 801-4: Transitoires rapides

a) Transitoires appliqués au circuit principal:

les essails sont faits a tour de role sur deux poles en série selon la figure F.3.

b) Transitoires appliqués aux circuits auxiliaires qui peuvent étre raccordés au circuit
principal:

les essais sont faits entre I'entrée et la sortie de chaque’e iliaire qui peut étre
raccordé au circuit principal selon la figure F.5.

F.5.2.2.2 Essais selon CEl 801-5: tensions/courantsc

p@le en série selon les figures A.3 et F.4

a sortie de chaque circuit auxiliaire qui peut étre

ansitoires, les caractéristiques du déclencheur de surcharge

ant égal 4 0,9 fois le courant de réglage, il ne doit pas se prgduire de

plush\petite /de ces deux valeurs: 3 a 4 fois le temps maximal de déclerichement
orrespondant & deux fois le courant de réglage ou 10 minutes.

pedr un courant égal a 2 fois le courant de réglage, le temps de déclenchement doit
étre compris entre le temps maximal de déclenchement et 0,5 fois le temps m|nimal de
déclenchement selon les caractéristiques temps-courant indiquées par le consfructeur.

rants de déclenchement de courte durée et instantané doivent étre,
chacun s’il convient, réglés a 2,5 fois le courant de réglage. Lorsque ce réglage n'est pas
disponible, les réglages supérieurs les plus proches doivent étre utilisés.

F.6 Essais d’immunité concernant les perturbations électrostatiques

L'objet de ces essais est de vérifier I'immunité des déclencheurs de surintensité lorsqu'ils
sont en présence de décharges électrostatiques générées, par exemple, par un opérateur
touchant le disjoncteur.
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The minimum distance of conducting parts to the metallic enclosure shall be 0,1 m. The
door opening shall be such as to permit access to the actuator, all the setting means and
indicators if relevant.

F.5.2.2 Test procedure

F.5.2.2.1 Tests according to IEC 801-4: Fast transients

ay— Transientsapptiedtothe main=circuit:
tests are made between all pairs of poles in turn, according to figure F.3.
b) Transients applied to auxiliary circuits which can be connected to the

tests are made between the input and the output of each auxilig can be
connected to the main circuit, according to figure F.5.

F.5.2.2.2 Tests according to IEC 801-5: Volitage/current surge
The number of transients shall be 10 for each polarity.

THe surge test is repeated six times per minute wit

applicable.
b) Transients applied to 2

Tests are made betwee

connected to the main
F.5.2.3 Test requi :
Dyring the application\o
with the followirg require

tripping time
lower;
- at.a_current of 2 times the current setting, the tripping time shal! be between the

maximum tripping time and 0,5 times the minimum tripping time of the manufacturer's
time=current characteristics.

The short-time and instantaneous trip current settings shall each, if relevant, be adjusted
to 2,5 times the current setting. If this setting is not available, the closest higher settings
~shall be used.

F.6 Immunity tests regarding electrostatic disturbances

The object of these tests is to verify the immunity of overcurrent releases in the presence
of electrostatic discharges generated, for example, by an operator touching the
circuit-breaker.
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F.6.1 Norme de référence

CEl 801-2: Compatibilité électromagnétique pour les appareils de mesure et de
commande dans les processus industriels - Partie 2: Prescriptions relatives aux
décharges électrostatiques.

F.6.2 Essais

F.6.2.1 Conditions d’'essais

L'essai doit étre fait par décharge au contact selon la CEl 801-2 niveau 4, [la tension
correspondante étant de 8 kV.

Le circuit d'essai doit étre conforme 2 la figure F.1.
a un plan de terre

gure F.7 (cébles de

‘enveloppe métailique est de 0,1 m.

§ du disjoncteur normalement accessibles a
ne paire de pdles en série choisie au hasald, & toute
it’sur 'une quelconque des parties essayées, I'essai jest répété

¢ d’au moins une seconde.

z teur peut étre refermé aussi souvent que nécessaire si le déclenchement & deux
fois le~courant de réglage se produit pendant I'essai, étant donné le nombre de| points de
décharge.

F.6.2.3 Prescriptions d’essais

Pendant I'application des transitoires, les caractéristiques du déclencheur de surcharge
doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

- pour un courant égal a 0,9 fois le courant de réglage, il ne doit pas se produire de
déclenchement pendant I'application des transitoires.

— pour un courant égal a 2 fois le courant de réglage, le temps de déclenchement
doit étre conforme au temps de la caractéristique temps/courant indiquée par le
constructeur.
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F.6.1 Reference standard

IEC 801-2: Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control
equipment — Part 2: Electrostatic discharge requirements.

F.6.2 Tests

F.6.2 1 Testconditions

Testing shall be made by contact discharge according to IEC 801-2, level 4, the

cofresponding voltage being 8 kV.

The test circuit shall be in accordance with figure F.1.

The circuit-breaker shall be tested in a metallic enclosure con
su z
shpwn).

dopr opening shall be such as to permit access
ingicators if relevant.

F.6.2.2 Test procedure

Th
(e.

In
of
Dis
su

The circuit-breaker may 'be reclosed as often as necessary if tripping at twice the current
sefting occurs during the test, due to the number of discharge points.

F.6.2.3 Test requirements

During the application of the transients, the overload tripping characteristics shall comply
with the following requirements:

- at a current of 0,9 times the current setting, no tripping shall occur;

—~ at a current of 2 times the current setting, the tripping time shall be in accordance
with the manufacturer’s time-current characteristics.
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Les réglages des courants de déclenchement de courte durée et instantané doivent étre
chacun, s'il convient, réglés a 2,5 fois le courant de réglage. Lorsque ce réglage n'est pas
disponible, les réglages supérieurs les pius proches doivent étre utilisés.

F.7 Essais d’'immunité concernant les perturbations des champs électromagnétiques

L'objet de ces essais est de vérifier 'immunité des déclencheurs de surintensité lorsqu'ils
sont mis en présence de champs électromagnétiques générés par des émissions de

F.7.1 Norme de référence

mesure| et de
ions relatives aux

CEl 801-3: Compatibilité électromagnétique pour les
commande dans les processus industriels — Troisiéme
champs de rayonnements électromagnétiques.

F.7.2 Essais

F.7.2.1 Conditions d’essais

nces et
e/s) ou
0 MHz

ieure.

us avec
yvec une

¢ma d'essai doit étre conforme a celui de la figure F.1. Tous les auxiliaires|doivent
étre débranchés pendant I'essai. Les disjoncteurs peuvent étre essayés a l'air fibre, ou
dans une enveloppe individuelle (voir F.5.2.1 et F.6.2.1) selon les instructjons du
constructeur.

Lorsque le raccordement & I'entrée et & la sortie du disjoncteur n‘est pas spécifié, il faut
utiliser des longueurs de cable de 1 m non blindées et instaliées de telle fagon que le
disjoncteur soit exposé a la plus grande interférence.

L'essai doit étre fait dans une chambre blindée semi-anéchoide ou une chambre
anéchoide.

Lorsqu'on utilise une antenne qui génére un signal polarisé telle qu'une antenne biconique
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The short-time and instantaneous trip current settings shall each, if relevant, be adjusted
to 2,5 times the current setting. If this setting is not available, the closest higher settings
shall be used.

F.7 Immunity tests regarding electromagnetic field disturbances

Th

F

e object of these tests is to verify the immunity of the

manual capability.

The signal generatoi is 10

THe sweep rate is to

sin

W
md

overcurrent releases in the

ipment - Part 3: Radiated electromagnetic field requirements.

.Y.2 Tests

.1.2.1 Test conditions

automatic capability sweep rate of 0,00 o3 decade/s) or less, or a step

200 MHz to 1 000 MHz), with

T

e test diagram shall be in accordance with figure F.1. All auxiliaries shall be

digconnected during the test. Circuit-breakers may be tested in free air, or in an individual
enclosure (see F.5.2.1 and F.6.2.1), in accordance with the manutacturer’s instructions.

if the connections to and from the circuit-breaker are unspecified, lengths of 1 meter of
unshielded cable shali be used and installed in a manner so that the circuit-breaker is
exposed to the greatest interference.

Th

e test shall be made in a semi-anechoic shielded room or in an anechoic chamber.
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ou log-périodique, les essais doivent étre effectués deux fois, une fois selon la
polarisation horizontale et une fois selon la polarisation verticale sur les deux faces
réputées comme étant les plus sensibles.

F.7.2.2 Procédure d'essais

Le courant d'essai est appliqué sur une paire de pdles choisie au hasard, a toute tension
convenable.

Le générateur de signal est actionné pour balayer la bande de fréquences rgquise et
s'arréter sur trois fréquences au minimum par octave afin de vérifier la‘tfonction de
protection du disjoncteur.

F.7.2.3 Prescriptions d'essais

Pendant le balayage dans la bande de fréquence equise S, cara istiques du

- aucun déclenchement & un courant égal a¢ is : charge.

- @& chaque passage sur une de i 80 s par octave, le temps de
décienchement a un courant égal a i ant’de réglage, doit étrel compris
entre le temps maxima ] che et 0,5 fois le temps mirlimal de

ge n'est

tous les

étre de

¢ serrage appliqués aux bornes doivent étre en accord avec les instructions
cteur. En I'absence de ces instructions, le tableau 1V de la premiére partie est

L'essai peut également étre fait comme suit:

mestrer—et—enregistrer—-échautement—maximal—de—l'air—au—veisinage des

composants électroniques pendant I'essai d’échauffement de la séquence d’essais |;
- installer les protections électroniques dans la chambre d'essai;
-~ alimenter les protections électroniques avec leurs valeurs d'alimentation d'entrée;

- régler la température de la chambre d’'essai a une valeur de 40 °C au-dessus de
"échauffement enregistré dans {'air du voisinage des composants électroniques et
maintenir cette température pendant 168 heures.
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When using an antenna which generates a polarized signal such as a biconical or
log-periodic antenna, the tests are to be made twice, once at horizontal polarization and
once at vertical polarization, on the two faces deemed to be the most sensitive.

F.7.2.2 Test procedure

The test current is applied to any one pair of poles at any convenient voltage.

Thee signal generator is operated so as to sweep each required frequency band and dwell
at [a minimum of three frequencies per octave in order to verify the protective function of
the circuit-breaker.

F.7.2.3 Test requirements

While sweeping through the required frequency band, the overlo8
shall comply with the foliowing requirements:

Thie short-time and instantaneous trip ¢
to 2,5 times the current setti
shall be used.

F.8 Dry heat test

F.8.1 Test proce@

ingtructions..In'the absénce of such instructions, table 1V of part 1 shall apply.

Agl anvalternative, the test may be performed as follows:

- measure and record the highest temperature-rise of the air surrounding the
electronic components, during the temperature-rise verification of test sequence |;

- install the electronic controls in the test chamber;
- supply the electronic controis with their input energizing value;

- adjust the temperature of the test chamber to a value of 40 °C above the tempera-
ture rise recorded for the air surrounding the electronic components and maintain this
temperature for 168 hours.
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